PCT 



RAPPORT D'EXAMEN PREL1MINAIRE lNTERNATIQNAl 



(article 36 et regie 70 du PCT) 



recd 0 5 NOV 2DM 



WIPO 



PCT 



Reference du dossier du deposant ou du 
mandataire 



Demande Internationale No. 
PCTFR 03/32871 



- nAMMCD voir la notification de transmission du rapport d'examen 
POUR SUITE A DONNER prelimlnalre international (formulaire PCT/IPEA/416) 



Date du depot international (jouofao!sfann6e) 
01.10.2003 



Date de priorite QourAnoisfann6e) 
09.10.2002 



Classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois classification Rationale et CIB 
G02F1/153 



Deposant 

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE et al. 



1 Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par l'administaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande Internationale n° PCT/FR 03/02871 



1. Base du rapport 

1 En ce qui concerne !es elements de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 

remises a f'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'article 14 sont considerees, dans 
le present rapport, comme "initiaiement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)) : 

Description, Pages 

1-9 telles qu'initialement deposees 
Revendications, No. 

-I _1 2 regue(s) le 1 5.07.2004 avec iettre du 08.07.2004 
Dessins, Feuilles 

1 /z-2/2 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne !a iangue t tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de I'administration 
ou lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationale (le cas echeant), I'examen preliminaire internationale a ete effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine Tannulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 



RAPPORT D'EXAMEN 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale n° PCT/FR 03/02871 



5 □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-deia de ("expose de invention tei qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport,) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon Particle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1 Declaration 

Nouveaute Oui: Revendications 4-7, 9, 1 1 

Non: Revendications 1-3,8,10,12 

Activite inventive Oui: Revendications 5-7 

Non: Revendications 4, 9, 1 1 

Possibility d'application industrielle Oui: Revendications 1-12 

Non: Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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C^oncernant le point V 

Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, I'activite 
Inventive et la possibility d'application industrielle; citations et explications a 
I'appui de cette declaration 

1 . Document cite 

Ce rapport d'examen preliminaire fait mention du document suivant cite dans le 
rapport de recherche internationale. Le numero d'ordre qui lui est attribue ci-apres 
sera utilise dans toute la suite de la procedure: 

D1 : FR-A-2 781 084 (SAINT GOBAIN VITRAGE) 14 janvier 2000 (2000-01 - 
14) 

2. Nouveaute 

L'objet des revendications 1-3, 8, 10 et 12 ne satisfait pas au critere de nouveaute 
requis a I'article 33(2) PCT. 

3.1 Revendication 1 

Le document D1 decrit: 

un precede de suppression (p.9, 1.13-19), a I'aide d'un faisceau laser (p.9, 
1.1 1), de defauts situes au sein d'un dispositif acitf (p.9, 1.13-19) feuillete 
forme d'un premier substrat et d'un second substrat (p.12, I.27 - p.13, 1.10), 
ledit feuillete incorporant au moins un systeme actif, consistant en: 

- une phase de reperage d'au moins un defaut situe au sein du systeme actif 
(Cette caracteristique technique est decrite de maniere implicite dans le 
document, dans la mesure ou pour eliminer les defauts, ils faut les avoir au 
prealable localises); 

- une phase d'ablation du defaut consistant a circonscrire ce dernier a I'aide 
du dit faisceau laser (p.9, 1.3-12), I'ablation du defaut consistant en un 
isolement electrique de la zone peripherique du defaut par rapport au 
systeme actif incluant le defaut (p.9, 1.3-19) 

Le document D1 , bien qu'evoquant et proposant une solution pour eviter les 
courants de fuite en peripherie des couches fonctionnelles, suggere egalement 
d'utiliser la methode decrite pour circonscrire et supprimer des defauts au sein du 
dispositif (p.9, I.3-7 et 1.13-16). Le procede revendique est done anticipe de 
maniere incontestable par le document D1 . 
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3.2 Revendication 12 

Le document D1 decrit egalement : 

un vitrage comportant un dispositif electrochromique (4-7) insere entre deux 
electrodes (3, 8), duquel les defauts ont ete supprimes par ablation laser en 
isolant electriquement la partie defectueuse (p.9, 1.3-19). L'intensite des 
courants de fuite ayant ete divisee par un facteur 75 a 100 par cette 
methode (p.15, 1.4-6) 

Le document D1 anticipe egalement I'objet de la revendication 12, qui n'est done 
pas nouveau. 

3.3 Revendications 2, 3, 8 et 10 

Le document D1 decrit egalement I'utilisation de lasers continus et pulses (p. 14, 
1.7-1 1), ainsi que le fait que le laser suit la peripherie du defaut et de par ce fait 
cree une zone inactive dans laquelle le defaut est compris (p.9, 1.3-7). II anticipe 
done I'objet des revendications 2, 3, 8 et 10. 

3.4 Revendications 4-7, 9 et 1 1 

L'objet de ces revendications est nouveau au regard de I'etat de la technique. 

4. Activite inventive 

L'objet des revendications 4, 9 et 1 1 n'implique pas une activite inventive au sens 

de I'article 33(3) PCT 

4.1 Revendication 4 

Dans la mesure ou les defauts a eliminer sont des defauts optiques, il est 
absolument incontestable que I'homme de metier essaierait dans un premier 
temps d'utiliser une methode optique pour reperer les defauts. 

4.2 Revendication 9 

Le document suggere de choisir la longueur d'onde du laser utilise en fonction de 
Tempilement des couches du dispositif (p. 14, 1.13-14). En faisant ce choix, 
I'homme du metier essayant d'obtenir une efficacite maximum, envisagerait 
d'utiliser une longueur d'onde absorbee par la(les) couche(s) a endommager et a 
laquelle le substrat est transparent, de maniere a augmenter la proportion 
d'energie utile pour le procede d'elimination des defauts. 
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4.3 Revendication 1 1 

Dans le mesure ou le disppsitif decrit dans D1 (p.12, 1.27-28) comporte plusieurs 
substrats, il est evident qu'il est possible de choisir de realiser I'ablation au travers 
de I'un ou de I'autre des substrats. 

4.4 Revendications 5-7 

Une phase de pointage du defaut est introduite dans les revendications 5 et 7. 
Cette phase de pointage prealable a la suppression du defaut a proprement parler 
n'est pas decrite dans I'etat de la technique, notamment dans D1 . L'introduction 
de cette phase de pointage a pour but d'augmenter la precision de la methode en 
determinant de maniere precise la position du defaut. Utilisation d'une impulsion 
du faisceau laser pour effectuer ce pointage n'est pas decrite dans I'etat de la 
technique et n'est pas evident pour I'homme du metier. L'objet des revendications 
5, 6 et 7 revet en consequence un caractere inventif. 



tt F. VF.NDT CI ATIONS 

1. Procede de suppression, a I'aide d'un faisceau d'un rayonnement 
laser, des defauts situes au sein d'un dispositif feuillete forme d'au moins un 

5 premier substrat et d'au moins un second substrat, ledit feuillete incorporant 
entre lesdits premier et second substrat au moins un systeme actif 
« intelligent », caracterise en ce qu'il consiste en : 

- une phase de reperage d'au moins un defaut situe au sein du systeme 
actif, 

10 - une phase d'ablation du defaut consistant a circonscrire ce dernier a 
I'aide dudit faisceau laser, I 'ablation du defaut consistant en isolement 
electrique de la zone peripherique du defaut par rapport au systeme 
actif incluant le defaut. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le defaut 
15 est circonscrit a I'aide d'un faisceau laser continu. 

3. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le defaut 
est circonscrit a I'aide d'une pluralite d'impulsions laser. 

4. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, caracterise en ce que 
la phase de reperage du defaut est realisee par voie optique soit de maniere 

20 manuelle (intervention humaine), soit de maniere automatique a I'aide d'un 
logiciel de traitement d'image. 

5. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que I'on 
procede a une phase de pointage du defaut a I'aide d'au moins une premiere 
impulsion de faisceau du laser. 

25 6. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que la phase de 

pointage incorpore une phase intermediate de recalage du faisceau laser en 
fonction de I'ecart entre I'une desdites premieres impulsions et le defaut. 

7. Procede selon I'une des revendications 1 ou 6, caracterise en ce 
que la phase de pointage est realisee en utilisant une puissance reduite du 

30 faisceau laser. 

8. Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'ablation du defaut consiste en un deplacement du 
faisceau laser en suivant sensiblement la peripheric du defaut. 
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9. Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que la longueur d'onde du faisceau laser est adaptee de 
maniere a ce que le faisceau soit d'une part, absorbe par les couches formant 
le systeme actif et d'autre part, transmis au travers du substrat. 

10. Procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'ablation du defaut consiste en isolement electrique 
de la zone peripherique du defaut par rapport au systeme actif incluant le 
defaut. 

11. Procede selon I'une quelconque des revendications 1 a 10, 
caracterise en ce que I'ablation du defaut est realisee au travers du second 
substrat. 

12. Vitrage comportant au moins un dispositif electrochimique, 
notamment un systeme electrocommandable du type vitrage et a proprietes 
optiques et/ou energetiques variables, d'un dispositif photovoltaique ou au 

15 sein d'un dispositif electroluminescent, ledit dispositif electrochimique etant 
insere entre deux electrodes positionnees de part et d'autre, ayant ete 
repare par le procede selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterise en ce que I'intensite du courant de fuite est divisee par un 
facteur 10 au coeur du margeage dudit vitrage. 
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